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Cwiczenie nr 1a
Ptytki wzorcowe.

1. Wstep

Plytki wzorcowe uzywane sg jako wzorzec jednostki
miary dlugosci. Wg normy PN-EN ISO 3650 definiuje si¢ je
nastepujaco: ,,wzorzec miary o przekroju prostokatnym, wykonany
z materialu odpornego na zuzycie, z jedng parg plaskich
wzajemnie roéwnolegtych powierzchni pomiarowych, ktére mozna
przywiera¢ do powierzchni pomiarowych innych ptytek
wzorcowych tworzac stosy plytek lub do podobnie wykonczonych
powierzchni ptytek pomocniczych przy pomiarach dlugosci”.
Sama przywieralno$¢ definiowana jest jako zdolno$¢ powierzchni
pomiarowych ptytek wzorcowych do adhezyjnego taczenia si¢ z
innymi powierzchniami pomiarowymi lub  podobnie
wykonczonymi powierzchniami, wynikajaca z dziatania sit
miedzyczasteczkowych. Po raz pierwszy ptytki zostaty uzyte przez
Szweda Carla Edvarda Johanssona, ktory opatentowal swoj
wynalazek w 1901 roku. Pozwalaja one na wykonywanie
precyzyjnych wzorcowan, przez co s3 niezwykle istotne dla
wymiarowe]j kontroli jako$ci produkcji. Wyrdzniamy tutaj takie
zastosowania jak sprawdzanie i nastawa uniwersalnych
przyrzadow mierniczych, sprawdzianéw 1 przeciwsprawdziandw
czy wykonanie doktadnych pomiaréw dlugosci. Dzigki nim
mozliwe jest rdwniez precyzyjne nastawianie obrabiarek,
sprawdzenie i nastawienie przyrzadow optycznych.
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1.1 Budowa
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Ptytki wzorcowe wykonane s3 w przewazajace] wigkszosci ze stali. Stop ten
umozliwia osiggni¢cie wymaganej twardosci zapobiegajgcej $cieraniu si¢ wzorca w czasie.
Dodatkowo przewazajaca wigkszo$§¢ maszyn wykorzystywanych w przemysle budowana
jest ze stopu zelaza z weglem. W przypadku wzorcowania cze¢éci wykonywanych z tego
samego materialu nie ma koniecznos$ci stosowania termometru w celu dokladnego
pomiaru. Zarowno ptytka wzorcowa jak i badana cze¢$¢ majg takie same wspdlczynniki
rozszerzalno$ci cieplnej. NajczeSciej wykorzystywana jest stal chromowa np. LHIS.
Dhugos$¢ nominalna ptytki wzorcowej podawana jest w warunkach temperatury odniesienia
wynoszacej 20 stopni Celsjusza 1 ci$nieniu normalnym wynoszacym 101 325 Pa. W
normalnych warunkach atmosferycznych wpltyw odchytek ci$nienia wzgledem cisnienia
normalnego na dtugos¢ ptytki mozna poming¢.

1.2 Klasy dokladnosci plytek

Wyrézniamy 4 klasy doktadnos$ci (za normg PN-EN ISO 3650). Oznaczone sg one
symbolami K, 0, 1, 2, od najdoktadniejszej do najmniej doktadniej. Do klasy K przypisane
sa wylacznie ptytki, ktore stuza do sprawdzania innych plytek wzorcowych. Klasa ta
cechuje si¢ najwigkszymi wymaganiami odno$nie doktadnosci wykonania.

Wymagania stabilno$ci wymiarowe;:

klasa najwieksza dopuszczalna
doktadnosci ptytki | zmiana dlugosci w ciggu roku
g £(0,02 pm +0.25 x 108 x 1)

; +(0,05 pm +0.5 x 108 x )

Wartosci te dotycza plytek wzorcowych nie poddawanych wyjatkowym
temperaturom, drganiom, wstrzagsom czy dzialaniu po6l magnetycznych lub sitom
mechanicznym.



1.3 Zalecane parametry plytek wzorcowych

e Twardos¢ > 62 HRC (ok. 740 HV)
e Chropowatos$¢ Ra < 0,025 pm
e Wsp. rozszer. cieplnej o= (11,5+1,0)-10-6 1/°C w zakresie temperatury 10 - 30 °C.

W celu osiaggnigcia jeszcze wickszych dokladnosci opracowano ptytki wzorcowe
wykonane z weglikow spiekanych lub materialéw ceramicznych (tlenek cyrkonu Zr).
Wartosci te dotycza plytek wzorcowych nie poddawanych wyjatkowym temperaturom,
drganiom, wstrzgsom czy dzialaniu pdl magnetycznych lub sitom mechanicznym.

1.4 Zalety plytek ceramicznych nad stalowymi

e zwigkszona odporno$¢ na $cieranie lub uderzenia

e odporno$¢ na korozj¢ — nie wymagaja konserwacji

e wysoka twardos¢ - 1350 HV

e brak przyciggania pytow i kurzu — antystatycznos¢

e niski wspdlczynnik rozszerzalnosci cieplnej o= (5,5+0,5)-10-6 1/°C
e  brak przewodnictwa pradu elektrycznego

e diamagnetyczno$¢ — mozliwos$¢ stosowania w polu magnetycznym

2. Procedura pomiarowa

1. Zmierzy¢ kazda ptytke wzorcowa przy uzyciu Sruby mikrometrycznej. Pomiaru
dokona¢ w trzech miejscach powierzchni pomiarowych (na gorze, srodku 1 dole
powierzchni pomiarowej, zachowujac okoto 7 mm odlegtosci od krawedzi). W
plytkach A25 i A75 zmierzy¢ tylko wymiar nominalny b.

2. Wyniki umiesci¢ w specjalnym protokole.

3. Przekaza¢ zestaw ptytek i1 §rube mikrometryczng grupie siedzacej na stanowisku
0 WyZSZym numerze.

4. Pod koniec zaje¢ zanotowa¢ w swoim protokole dane zebrane od pozostatych
zespolow.

5. Wykona¢ punkty 4.1, 4.2 oraz 4.3 z instrukcji z ¢wiczenia 1 (Metody okreslania
niepewnosci pomiaru).
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Nr Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A25 A75
grupy | [mm] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [mm] [mm] [mm]
1.
1 2. b= b=
3.
2 b= b=
3 b= b=
4 b= b=
5 b= b=
6 b= b=
7 b= b=
8 b= b=
10 b= b=
11 b= b=
12 b= b=




